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Ein liegender Tropfen verrat die
Oberflachenspannung — neue Messmethode im
KRUSS Portfolio

Constrained Sessile Drop fiir effiziente Reinheitspriifungen von Kontaktwinkel-Testfliissigkeiten anhand der
Oberflichenspannung sowie fiir deren Messung bei hohen Temperaturen

Hamburg, April 2022 - Messung der Oberflaichenspannung (OFS) anhand eines einzelnen, liegenden
Tropfens: Mit der Methode Constrained Sessile Drop (Constrained SD) erweitert KRUSS das Portfolio der
optischen Grenzflachenanalytik um eine vielseitige Methode. Schnelle Reinheitsprifungen von Kontaktwinkel-
Testfllssigkeiten und Analysen von Schmelzen bei hohen Temperaturen sind die Hauptanwendungsgebiete.

Das Verfahren nutzt die gegensatzlichen Wirkungen der OFS und der Schwerkraft auf die Form eines Tropfens.
Sind die Dichte und die tatsachlichen Abmessungen eines dosierten, liegenden Tropfens bekannt, kann die
OFS per Videoanalyse der Konturkrimmung berechnet werden. Der Tropfen muss dazu méglichst groB und
stark gewdlbt und zugleich absolut symmetrisch sein. Beides wird durch die Dosierung auf exakt kreisrunde
Probenpodeste erzielt, deren Kanten eine Benetzungsbarriere bilden — daher der Name Constrained, was in
etwa unter Zwang stehend bedeutet.

Priifung der Reinheit von Kontaktwinkel-Testfliissigkeiten ohne Anderung der
Messanordnung

Der Constrained SD erweitert den Methodenumfang von KRUSS Instrumenten, die sonst schwerpunktméaBig
die Benetzbarkeit fester Materialien anhand des Kontaktwinkels messen. Bei den dafiir verwendeten
Testflussigkeiten kdnnen auch geringe grenzflachenaktive Verunreinigungen wie Spuren von Spilmitteln die
Ergebnisse stark verfdlschen. Die Prifung der Testfllssigkeiten anhand der OFS mit dem Constrained SD
schafft Abhilfe. Die Messung verlauft schnell, erfordert keine Anderung der Messaufbaus und lsst sich daher
reibungslos in tagliche Qualitatsroutinen einbinden. Die bei der Messung verwendeten Probenpodeste und
zugehdrige Adapter sind sowohl fiir Laborinstrumente als auch fiir mobile Messgerite der KRUSS
Kontaktwinkellinie verfligbar.

Spezialmethode fir Messungen der Oberflachenspannung bei hohen Temperaturen

Der Constrained SD arbeitet genau und zuverldssig, steht aber fir Messungen der OFS unter
Standardbedingungen kaum in Konkurrenz mit etablierten, klassischen Verfahren der mechanischen
Tensiometrie. Die Starken der Methode liegen vor allem bei der Analyse von Schmelzen bei hohen
Temperaturen, zum Beispiel fir Hotmelts, deren OFS liber die Benetzung zu verklebender Substrate
entscheidet.

Da die Probe direkt auf einem Probenpodest aufgeschmolzen werden kann, sind keine GefaBe oder
Hochtemperaturdosiereinheiten erforderlich. Dadurch und auch wegen der geringen Probenmenge ist die
sonst aufwendige Vorbereitung und Reinigung beim Constrained SD besonders einfach. AuBerdem
funktioniert die Methode auch unter thermisch isolierten Bedingungen, was Messungen im
Hochtemperaturbereich oft Gberhaupt erst ermdglicht. Die maximale Temperatur liegt bei 400 °C, mit
speziellen Probenpodesten aus Zirkonoxid in einem Hochtemperaturmesssystem sogar bei bis zu 2000 °C.

Das Zubehor fur Messungen der Oberflachenspannung mit der Methode Constrained Sessile Drop sowie das
fir die Tropfenkonturanalyse zustiandige Modul der KRUSS Software ADVANCE sind ab sofort beim Hersteller
erhaltlich.



Bild

B

Analyse eines Constrained Sessile Drop in der ADVANCE Software

Uber KRUSS

Advancing your Surface Science. Als Spezialisten der Grenzflaichenchemie und Weltmarktfihrer fir Instrumente zur
Messung der Ober- und Grenzflaichenspannung bieten wir nicht nur hochprazise Produktlésungen — unser Angebot ist
eine Kombination aus Technologie und wissenschaftlicher Beratung. Dazu gehéren Seminare und technischer Service sowie
unser Applications & Science Center mit Laboren fiir Schulungen und professionelle Auftragsmessungen. Mit unseren
Niederlassungen in Hamburg, den USA, China und vielen weiteren Landern sowie mit Hilfe unseres exklusiven
Vertriebsnetzes leisten wir weltweit schnelle und flexible Unterstiitzung in Forschungs- und Entwicklungslaboren sowie in
der Qualitatskontrolle. Mit Know-how, Prézision und Leidenschaft haben wir bereits viele namhafte Unternehmen
unzahliger Industriebereiche tiberzeugt.
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